
БЕЛСЗМ-4 • г. Гомель • 24–25 октября 2000 г.

109

СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ КОБАЛЬТА,
ИМПЛАНТИРОВАННОГО ИОНАМИ СУРЬМЫ
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Процесс ионной имплантации сопровождается распылением атомов поверхностных слоев ми-
шени и загрязнением поверхности атомами остаточных газов, что приводит к существенным струк-
турным изменениям исходного материала. Изменение топографии поверхности в результате распы-
ления изучают как с помощью растровой электронной микроскопии, так и с помощью атотомно-
силовой микроскопии (АСМ). Но АСМ позволяет получить более качественные изображения по-
верхности исследуемых материалов. Не менее важно получить информацию о структурно-фазовых
изменениях, происходящих в поверхностных слоях в результате ионной имплантации. В работе [1]
приведены результаты исследования покрытий в режиме фазового контраста и показана возмож-
ность оценки микромеханической неоднородности поверхности в “обстукивающем” режиме (tapping
mode).

В данной работе приведены результаты исследования фазового состава поверхности поликри-
сталлического кобальта чистотой 99,98%, имплантированного ионами сурьмы с энергией 150 кэВ и
дозой 5·1015 см–2.

Изображения поверхности получены с помощью атомно-силового микроскопа НАНОТОП-203,
использующего вольфрамовый зонд и систему детектирования на базе оптоволоконного интерферо-
метра (рис. 1).

Рис.1. Поверхность кобальта, имплантированного ионами сурьмы: а – топография; б – фазовое изображение. Поле сканиро-
вания 20×20 мкм

Сравнение топографии поверхности с изображением поверхности, полученным в режиме фазо-
вого контраста, позволяет сделать вывод о том, что включения на поверхности мишени имеют твер-
дость отличную от твердости исходного образца. На фазовом изображении поверхности светлые об-
ласти соответствуют более твердому (жесткому) материалу, а темные области – более мягкому. Сле-
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довательно, эти образования имеют большую твердость по сравнению с кобальтом и являются новой
фазой. Размер включений достигает 0,6 мкм, и они равномерно распределены по всей поверхности
образца.

С помощью оже-электронной спектроскопии установлено, что эти включения являются угле-
родными. Они могут образовываться в результате накопления и перераспределения углерода на по-
верхности образца в процессе ионной имплантации.
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